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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第１区分
【発行日】平成26年3月6日(2014.3.6)

【公表番号】特表2013-516036(P2013-516036A)
【公表日】平成25年5月9日(2013.5.9)
【年通号数】公開・登録公報2013-022
【出願番号】特願2012-546200(P2012-546200)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｊ  49/42     (2006.01)
   Ｈ０１Ｊ  49/10     (2006.01)
   Ｈ０１Ｊ  49/06     (2006.01)
   Ｇ０１Ｎ  27/64     (2006.01)
   Ｇ０１Ｎ  27/62     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｊ  49/42    　　　　
   Ｈ０１Ｊ  49/10    　　　　
   Ｈ０１Ｊ  49/06    　　　　
   Ｇ０１Ｎ  27/64    　　　Ｂ
   Ｇ０１Ｎ  27/62    　　　Ｇ
   Ｇ０１Ｎ  27/62    　　　Ｖ

【手続補正書】
【提出日】平成25年12月20日(2013.12.20)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　質量分析用の装置であって、
　ａ．少なくとも２つの機構的に異なるイオン化被分析物源と、
　ｂ．リング電極および２つの端部キャップ電極を有する少なくとも１つのイオントラッ
プを備えている質量分析器と、
　ｃ．一連のＲＦ周波数段階におけるＲＦ周波数走査を発生するように構成され、ここに
、ＲＦ周波数の各段階中、前記周波数はサイクルの数で維持され、次いで、異なるＲＦ周
波数へと階段状になる、少なくとも１つの周波数走査サブシステムと、
　ｄ．少なくとも１つの電荷検出器および少なくとも１つの電荷増幅検出器と、
　を備え、ここに、前記少なくとも１つのイオントラップは、階段状ＲＦトラッピング周
波数走査をリング電極に印加することによりＲＦ周波数走査を介して動作するように構成
されている、
　装置。
【請求項２】
　前記装置は、少なくとも１つの真空ポンプを備えている、請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　前記装置は、真空ポンプを備えていない、請求項１に記載の装置。
【請求項４】
　前記ＲＦ周波数は、メモリ集積回路、ＤＲＡＭメモリー、ＳＲＡＭメモリーまたは直接
デジタル合成集積回路によって発生される、請求項１に記載の装置。
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【請求項５】
　前記少なくとも２つの機構的に異なるイオン化被分析物源は、
　ａ．ＭＡＬＤＩ源およびＬＩＡＤ源から選択される第１のイオン化被分析物源と、
　ｂ．前記第１のイオン化被分析物源とは機構的に異なる少なくとも１つの付加的なイオ
ン化被分析物源と
　を備えている、請求項１に記載の装置。
【請求項６】
　前記少なくとも１つのイオントラップは四重極イオントラップである、請求項１に記載
の装置。
【請求項７】
　前記少なくとも２つの異なるイオン化被分析物源は、ＬＩＡＤ源、ＭＡＬＤＩ源、ＥＳ
Ｉ源、ＥＩ源、ＧＤＥＩ源、ＡＰＣＩ源、ＤＥＳＩ源、ＤＡＲＴ源、ＬＴＰ源、ＵＩ源、
ＥＩＩ源、およびＥＡ源から選択される、請求項１に記載の装置。
【請求項８】
　前記装置は、１０から１０１８のｍ／ｚ比を有する被分析物の質量スペクトルを取得す
るように構成されている、請求項１に記載の装置。
【請求項９】
　前記装置は、４０ｋｇ未満の質量を有している、請求項１に記載の装置。
【請求項１０】
　前記少なくとも１つの電荷検出器は、ファラデープレート、ファラデーカップ、誘導電
荷検出器、マイクロチャネルプレート、マイクロスフェアプレート、電子増倍管、チャネ
ルトロン、およびＣＣＤカメラから選択される検出器を備えている、請求項１に記載の装
置。
【請求項１１】
　前記装置は、被分析物の電荷および被分析物のｍ／ｚ比を測定するように構成されてい
る、請求項１に記載の装置。
【請求項１２】
　ａ．被分析物を含むサンプルを提供するステップと、
　ｂ．前記被分析物をイオン化するステップと、
　ｃ．前記イオン化された被分析物を、リング電極および２つの端部キャップ電極を有す
る少なくとも１つのイオントラップを備えている質量分析器に導入するステップと、
　ｄ．一連のＲＦ周波数段階におけるＲＦ周波数走査を発生するように構成され、ここに
、各段階中、前記ＲＦ周波数はサイクルの数で維持され、次いで、異なるＲＦ周波数へと
階段状になり、かつ、階段状ＲＦトラッピング周波数走査を前記リング電極に印加する、
少なくとも１つの周波数走査サブシステムを動作するステップと、
　ｅ．前記周波数走査サブシステムにより供給されたＲＦ周波数走査で前記イオントラッ
プを動作することにより、前記被分析物のｍ／ｚ比に従って前記被分析物を分別するステ
ップと、
　ｆ．少なくとも１つの電荷検出器および少なくとも１つの電荷増幅検出器で、前記被分
析物のｍ／ｚ比に従って分別された被分析物を検出し、それにより、質量スペクトルを取
得するステップと
　を含む、質量スペクトルを取得する方法。
【請求項１３】
　前記ステップ（ｆ）の質量スペクトル内で質量範囲またはｍ／ｚ比範囲を選択し、第２
の質量スペクトルを取得するステップをさらに含み、ここに、前記第２の質量スペクトル
は、前記被分析物のｍ／ｚ比に従って前記被分析物を分別するための電圧走査または周波
数走査を採用する、請求項１２に記載の装置。
【請求項１４】
　前記被分析物のｍ／ｚ比に従って前記被分析物を分別するステップは、電圧走査を行う
ステップを含む、請求項１２に記載の方法。
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【請求項１５】
　ステップ（ｂ）は、前記被分析物をイオン化するステップまたは被分析物のイオン化状
態を変化させるステップを含む、請求項１２に記載の方法。
【請求項１６】
　ステップ（ｅ）の前に、前記被分析物に衝突誘起解離を行うステップをさらに含む、請
求項１２に記載の方法。
【請求項１７】
　前記被分析物を検出するステップは、二次イオンまたは電子を生成し、検出するステッ
プを含む、請求項１２に記載の方法。
【請求項１８】
　階段状ＲＦ共鳴周波数走査を前記端部キャップ電極に印加する、請求項１２に記載の方
法。
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